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ポールチップ幅 100 nm, ポールチップ厚 180 nm, ス
ロートハイト 100 nm, SUL 厚 100 nm とした．媒体は
ダウントラック方向 2560 nm，クロストラック方向
1280 nm とした．ABS-SUL 間を 25 nm とし，ABS か
ら 16.5 nm の位置に仮想平面[2]を設けて計算時間の
短縮を図った．LLG および FEM 計算に用いた材料
特性を Table 1 に示すが，記録層は真空と仮定した．
LLG 計算には一辺が 10nm および 20nm の立方体格
子を用いたが，準定常状態を議論するには 20nm の
立方体格子で十分である[3]．コイル電流は 0.1 AT 
(DC)とし，制動定数は 1，計算時間刻み幅を 4 ps と
した．なお，計算には 32 ビット計算機，64 ビット
計算機および 32 ビット PC クラスタ計算機を用いた． 
3 数値解析結果 
Fig. 2 に FEM 計算および LLG 計算により求めた
記録磁界の垂直成分の比較を示すが，両者が良好に
一致していることが分る．なお，同図の左端および
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Table 1  Material characteristics of SPT head and the 
soft under layer. 
SPT head SUL
Ms emu/cc 1910 955
(4πMs kG) 24 12
K erg/cc 3.0E+04 3.0E+04









Fig. 1  Schematic structure of SPT head and medium. 
 
Fig. 2  Recording field distributions along down-track 
direction obtained by LLG and FEM calculations at quasi-static 
state. Observation plane: 16.5 nm from ABS. 
